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引  言

  本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011
《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和

依据。
本规范替代JJG989—2004 《光栅式测微仪》。
与JJG989—2004相比,除编辑性修改外,本规范主要技术变化如下:
———本规范取消了 “外观”“各部分相互作用”及 “抗干扰性”三项通用技术要求;
———本规范将准确度级别由 “××级”改为 “××μm 级”的形式,并增加了

“0.1μm级”及 “0.2μm级”两种准确度级别;
———本规范将示值误差的校准改为示值误差范围的校准;
———本规范将示值误差的测量方法由固定零点改为浮动零点形式;
———本规范在示值误差范围校准方法中增加了 “量块测量法”。
本规范的历次版本发布情况:
———JJG989—2004。
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光栅式测微仪校准规范

1 范围

本规范适用于0.1μm级行程为0~10mm、0.2μm级行程为0~25mm、0.5μm
级行程为0~50mm、1μm级~10μm级行程为0~100mm的光栅式测微仪校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JB/T10030—2012 光栅线位移测量装置

JB/T10080.2—2011 光栅线位移测量系统 第2部分:光栅线位移传感器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用本规范。

3 术语

3.1 示值误差范围 rangeofindicationerror
指示值误差中最大者与最小者之差。

4 概述

光栅式测微仪 (以下简称测微仪)也称光栅测微仪、光栅长度计或光电测长仪,是

以光栅副作为测量元件,将线位移量转换为光电信号,经电路处理并以数字显示位移量

的一种长度精密测量仪器。测微仪按其结构分为整体式和分体式两类。整体式测微仪的

传感器与显示单元在一整体上。分体式测微仪主要由传感器 (含信号电缆)和数显表两

部分组成。整体式测微仪结构示意图见图1。分体式测微仪结构示意图见图2。

5 计量特性

5.1 测力

按厂家说明书或其他技术文件给出的限定值校准。

5.2 测杆受径向力引起的示值变化

按厂家说明书或其他技术文件给出的限定值校准。

5.3 重复性

重复性应符合表1规定。
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